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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Conocimiento basico del software estadistico R o similares.

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes en el uso de técnicas avanzadas de andlisis de datos
aplicadas a la industria conectada. Se trabajaran herramientas de visualizacién de datos y se implementaran modelos
avanzados de machine learning. Al finalizar, los estudiantes estaran preparados para analizar datos, identificar
patrones y aplicar soluciones predictivas en entornos industriales, contribuyendo a la optimizacion de procesos y toma
de decisiones basada en datos.

DESCRIPCION DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introduccion
1.1 Introduccion al Andlisis de Datos Multivariantes
1.2 Introduccion al Aprendizaje Estadistico
1.3 Aprendizaje Supervisado frente a No Supervisado
1.4 Técnicas de Visualizacion de Datos

2. Aprendizaje supervisado: Regresion
2.1 Regresion Lineal
2.2 Seleccion del modelo lineal y regularizacion
2.3 Validacidn cruzada en problemas de regresién
2.4 Extensiones

3. Aprendizaje supervisado: Clasificacion
3.1 Regresién Logistica
3.2 Clasificador de Bayes
3.3 Analisis Discriminante Lineal
3.4 k-Vecinos mas Cercanos
3.5 Random Forests
3.6 Maquinas de Vector Soporte
3.7 Validacion cruzada en problemas de clasificacién

4. Aprendizaje no supervisado y Técnicas de Reduccién de la Dimensién
4.1 Andlisis Cluster: k-medias y clustering jerarquico
4.2 Analisis de Componentes Principales
4.3 Escalado Multidimensional
4.4 ISOMAP y Locally-Linear Embedding

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGIA A UTILIZAR Y REGIMEN DE TUTORIAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

AF3: Clases tedricas y practicas.

AF6: Trabajo en grupo.

AF7: Trabajo individual del estudiante.
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AF8: Examenes parciales y finales.

METODOLOGIA DOCENTE:

MD1: Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informaticos y audiovisuales, en las que se
desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografia para complementar el aprendizaje
de los alumnos.

MD2: Lectura critica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: articulos, informes, manuales y/o
articulos académicos, bien para su posterior discusién en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de
la asignatura.

MD3: Resolucion de casos practicos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo
MD4: Exposicidn y discusion en clase, bajo la moderacion del profesor de temas relacionados con el contenido de la
materia, asi como de casos practicos

TUTORIAS:
- Tutorias individuales semanales
- Posibilidad de tutorias colectivas.

SISTEMA DE EVALUACION

Peso porcentual del Examen/Prueba Final: 40
Peso porcentual del resto de la evaluacion: 60

La evaluacion (en las convocatorias ordinaria y extraordinaria) de la asignatura se realizara de la siguiente manera:

- Participacion en clase (SE1): 20%
- Trabajo individual o en grupo (SE2): 40%
- Examen final (SE3): 40%

Si el estudiante sigui6 el proceso de evaluacion continua:

- El examen de convocatoria extraordinaria tendra el mismo valor porcentual que en la convocatoria ordinaria, y la
calificacion final de la asignatura tendra en cuenta la nota de la evaluacion continua y la nota obtenida en el examen.
No obstante, tendra derecho a ser calificado en la convocatoria extraordinaria teniendo en cuenta Gnicamente la nota
obtenida en el examen cuando le resulte méas favorable.

Para aquellos alumnos que no sigan el proceso de evaluacion continua:

- Se les permitira realizar un examen de convocatoria ordinaria con un valor del 60% de la asignatura.

- La nota de la convocatoria extraordinaria se determinara exclusivamente a través de un examen con contenidos
tedricos y practicos, con un valor del 100%.

BIBLIOGRAFIA BASICA

- G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani An Introduction to Statistical Learning, Springer, 2021
- H. Wickham ggplot2. Elegant Graphics for Data Analysis, Springer, 2016
- T. Hastie, R. Tibshirani and J. H. Friedman The Elements of Statistical Learning, Springer, 2017

- T. Hastie, R. Tibshirani and M. Wainwright Statistical Learning with Sparsity, CRC Press, 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Annansingh, F., Sesay, J. B. Data Analytics for Business: Foundations and Industry Applications, Taylor & Francis,
2022

- P. Kaliraj, T. Devi Big Data Applications in Industry 4.0., CRC Press, 2022
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